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マルチレンズを用いたプラズマ中の三次元構造計測
Measurements of 3-D Structure in Plasmas with Multi Lenses
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　ポートによって視野が制限された状況下でのプラズマの 3次元的構造計測を目的として，マルチレンズ
あるいはマルチピンホールを用いた一方向からの光学計測実験と，インテグラルフォトグラフィ法 [1]や種々
のトモグラフィによる再構成を行っている．
比較的制御が容易で時間変化も遅い微粒子プラズマを計測対象として，マルチレンズアレイを用いた可視

光計測を行い，視線方向が制限された状況下での三次元構造計測法の原理検証実験を行った [2]．実験では
13.56MHz電源によって生成したプラズマ中に浮かべた微粒子を，532nmのレーザーを照射することで散乱
光を凸レンズアレイを通して計測している．レンズアレイを通して一方向から得られた二次元画像情報から，
インテグラルフォトグラフィ法（図 1）を用いて三次元再構成を行った結果，微粒子間距離が 100∼200 µm程
度であり，従来の微粒子プラズマ実験による計測結果を矛盾のない値が得られた．
上記の実験に加えて，時間変化が早く，視線方向も極めて制限されている逆磁場ピンチプラズマに対して，

マルチ凹レンズを用いた可視光計測実験を行った．図 2に 3x3凹レンズを使用して，大半径方向外側から撮
像した実験結果を示す．高速カメラを用いることにより，フィラメント構造が回転する様子が観測された．ま
た，軟X線放射強度分布の三次元構造同定を目的として，マルチピンホールを用いて一つの MCP 上に複数
の SX 像を結像させる三次元計測システムの開発を進めている．
本講演では，微粒子プラズマ及び逆磁場ピンチプラズマを計測対象として，計測法の妥当性を評価すると

共に，3次元的構造の特性について評価・検討を行う．

Fig.1: 微粒子プラズマにおけるインテグラルフォトグラ
フィ法の概念図

Fig.2: 低アスペクト比 RFPプラ
ズマにおいて，マルチ凹レンズ
を用いて撮影されたヘリカル可

視構造
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